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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC61649:2008《威布尔分析》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T4889—2008 数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验(ISO2854:

1976,MOD)
———GB/T21711—2008 基础机电继电器 第2部分:可靠性(IEC61810-2;2008,IDT)
本标准与IEC61649:2008相比,做了下列编辑性修改:
———IEC61649:2008 对式(9)的解释有误,更正为:“ti 是失效时间,F(ti)是中位秩”。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国电工电子产品可靠性与维修性标准化技术委员会(SAC/TC24)归口。
本标准起草单位:工业和信息化部电子第五研究所、芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司、北京

大学、中国工程物理研究院电子工程研究所、中兴通讯公司、电子科技大学、总参谋部第六十研究所、中
航工业综合技术研究所。

本标准主要起草人:沈峥嵘、侯卫国、李东风、高军、胡斌、尤荣贤、陈光宇、唐军军、武月琴、朱军华。
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引  言

  威布尔分布用于失效率递增、递减或保持恒定的数据模型的建立。它适合应用于多种数据,包括失

效时间、失效循环、失效里程、机械应力等连续型随机变量。利用本标准提供的方法,即使对于删失数

据,也可对寿命分布进行建模。
附录部分给出了利用电子制表软件开展威布尔分析的方法,指明了如何独立地分析不同的失效模

式并识别薄弱环节,如何利用三参数威布尔分布得到样本位置参数的信息。

Ⅳ

GB/T34987—2017/IEC61649:2008



威 布 尔 分 析

1 范围

本标准提供了利用连续变量(失效时间、失效里程或机械应力等)分析威布尔数据的方法。
本标准适用于随机样本在试验条件或工作条件下得到的有效失效数据(如失效时间、失效里程或机

械应力等),其目的是估计总体的可靠性水平。
本标准适用于独立同分布数据。独立同分布需要检验或假定成立(见GB/T5080.1)。
本标准采用数值法与图估法进行数据点绘制、拟合优度检验、估计二参数或三参数威布尔分布并绘

制置信限;本标准给出利用威布尔概率图来解释样品的风险函数,失效模式,劣质总体样本和首次失效

时间或最短持续时间等信息的方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.13—2008 电工术语 可信性与服务质量[IEC60050(191):1990,IDT]

GB/T3358.1—2009 统计学词汇及符号 第1部分:一般统计术语与用于概率的术语(ISO3534-
1:2006,IDT)

GB/T5080.1—2012 试验条件和统计检验原理(IEC60300-3-5:2001,IDT)

ISO2854:1976 数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验 (Statisticalinter-
pretationofdata—Techniquesestimationsandtestsrelatingtomeansandvariances)

IEC61810-2 基础机电继电器 第2部分:可靠性(Electromechanicalelementaryrelays—Part2:

Reliability)

3 术语、定义、缩略语和符号

3.1 术语和定义

GB/T2900.13—2008和 GB/T3358.1—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
删失 censoring
在规定的试验时间或规定的失效数后终止试验。
注:如果一个试验在其终止后还存在未失效样品,我们称它为“删失试验”,从试验中得到的试验时间数据被称为

“删失数据”。

3.1.2
搁置样品 suspendeditem
在没有出现关联失效之前试验即被终止的样品。
注1:终止的时候样品可能未失效,或者是样本出现了与被调查的失效模式不同的其他失效。

注2:“早期搁置”是指在第一个关联失效前被搁置的样品。“晚期搁置”是指最后一个关联失效后搁置的样品。
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